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Se propone  una  nueva  técnica  óptica  simple  para  la  medición  del  campo completo  del  perfil  topográfico  de
superficies basado en la correlación digital de imágenes. Esta técnica solo utiliza una cámara digital y una pequeña
rotación de la superficie a la que se realizarán la medición de su perfil. Se presentan los modelos matemáticos que
describen la técnica y se analiza parámetros que pueden ocasionar errores en las mediciones si no son tratados
adecuadamente.  Para  validar  le  técnica,  se  realizaron  varias  mediciones  sobre  superficies  de  25  cm2

aproximadamente con perfiles topográficos regulares e irregulares. Se muestra una comparación entre los resultados
de las mediciones obtenidos de las superficies regulares con sus respectivos modelos físicos. Los resultados de los
experimentos muestran que con la  técnica propuesta se pueden obtener mediciones con una precisión en los
resultados alrededor de los 100 µm cuando en la superficie se observa un moteado apropiado. Se concluye que la
técnica presentada es viable para realizar mediciones de la forma superficial rápida y a bajo costo.


